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摘要(译)

本发明提供了一种表面分析装置，用于应用于接收表面，以便能够分析
所述表面的弹性的至少一个度量，该度量跨越多个不同的线性伸展部分
或表面部分。该装置包括致动器和传感器的二维布置，包括至少一个致
动元件，至少一个感测元件，以及至少一个另外的感测或致动元件。通
过控制器一起激活所选择的这些元件中的两个或更多个元件组，每个组
包括至少一个致动器和一个传感器，从而获得该组中的每个致动器和传
感器对之间的弹性测量值。基于刺激致动器位置处的接收表面中的变形
并且测量由接收表面在进一步移位点处施加的合成压力和/或力来获得弹
性测量。例如，传感器可以监测所施加的压力和/或力的变化。
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